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パッケージ構成

４２９４Aの使用を前提とした容量測定を行うことができま
す。Ｃ－Ｖ測定、Ｚ－Ｆ測定等の測定を連続して自動的に
行うことができます。

Ｉ－Ｖ測定、Ｃ－Ｖ測定等ＳＷＥＥＰ測定を、連続して自動
的に行うことができます。取得したスイープデータからの
パラメータ取得も行えます。少数詳細データ／パラメータ
測定に適しています。

４０６２や４０７０シリーズと同等の測定機能やユーザイン
ターフェイスを持ち、高速で大量パラメータの取得ができ
ますので、製造ラインでの特性測定、評価、判定を自動
で行うことができます。高速大量パラメータの自動測定
に最適で主にラインでの使用に適しています。

PpackagePpackage

CpackageCpackage （特性評価パッケージ）

FpackageFpackage （膜評価パッケージ）

（パラメトリック測定パッケージ）

ＴＤＤＢ，ＴＺＤＢ，ホットキャリア等の信頼性評価測定を
自動的に行うことができます。

RpackageRpackage （信頼性評価パッケージ）
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PpackagePpackage
４０６２や４０７０シリーズと同等の測定機能やユーザインターフェイス
を持ち、製造ラインでの特性測定、評価、判定を自動で行うことができ
ます。

一般的な測定アルゴリズムは標準機能として組み込まれており、プロ
グラムソースも公開しておりますので、お客様独自のアルゴリズムの
組み込みも可能です。

サマリ表示やマップ表示等一般的なデータ解析機能が組み込まれて
おり、測定データをその場で解析できますし、データファイルはＣＳＶ形
式で出力しますのでＥＸＣＥＬ等のＷｉｎｄｏｗｓアプリケーションでの解析
も可能です。

また、オフラインオプションを追加していただくことで、測定コントローラ
とは別のＰＣで、測定中でもストレスなくテストプラン、プロービングパ
ターンの作成や、データ解析を行うことができます。オフラインオプショ
ンでは、ＳＰＡＲＫの測定器に関わる機能以外の機能はすべて使用で
きます。

PpackagePpackage
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測定アルゴリズム

ＳＰＡＲＫ内に測定アルゴリズムを最大１０００種まで登録することが
できます。

測定アルゴリズムのプログラムソースは公開しており、お客様での追
加、改造が可能です。

１つのアルゴリズムで、標準の戻り値以外に５種のデータを戻すこと
ができます。

この画面から動作確認のための測定を行うこともできますので、アル
ゴリズムの動作確認もできます。

[ アルゴリズム選択画面 ]

[ アルゴリズムテーブル編集 ]
[ ピン設定画面 ]

[ 出力値設定画面 ]

PpackagePpackage
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標準組み込みアルゴリズム

ＦＥＴ

ＢＶＤＳＳ ドレイン・ソース間降伏電圧 ［ソース・ソース間短絡］
ＢＶＤＳＶ ドレイン・ソース間降伏電圧 ［ゲート、基板電圧印加］
ＢＶＧＳＯ ゲート・ソース間降伏電圧 ［ドレイン開放］
ＢＶＧＤＯ ゲート・ドレイン間降伏電圧 ［ソース開放］
ＢＶＧＤＳ ゲート・ドレイン間降伏電圧 ［ソース・ドレイン間短絡］
ＩＧＬ ゲート漏れ電流 ［ソース・ドレイン短絡］
ＩＤＬ ドレイン漏れ電流 ［ゲート・ソース間短絡］
ＩＳＬ ソース漏れ電流 ［ゲート・ドレイン間を短絡］
ＩＤＳ ドレイン電流 ［ゲート電圧印加］
ＩＳＤ ソース電流 ［ゲート電圧印加］
ＶＴＨ０ しきい値電圧 ［サブスレッショルド領域］
ＶＴＨ１ しきい値電圧 ［飽和領域］
ＶＴＨ２ しきい値電圧 ［飽和領域 ２点測定］
ＶＴＨ２ｍ しきい値電圧 ［飽和領域 ｎ点最小二乗法測定］
ＶＴＨ３ しきい値電圧 ［飽和・非飽和両領域 ニュートン法］
ＶＴＨ４ しきい値電圧 ［飽和・非飽和両領域 ５２７０使用 バイナリサーチ］
ＶＴＨ６ しきい値電圧 ［飽和・非飽和両領域 ５２７０使用 リニアサーチ］
ＳＯ サブスレッショルドスウィング
Ｉｓｕｂ 基板電流
Ｉｓｕｂ＿ｍａｘ 基板電流最大値
Ｉｄｖｄ＿ｓｇｌ ＩＤ－ＶＤ ＳＷＥＥＰ測定
Ｉｄｖｄ＿ｍｌｔ ＩＤ－ＶＤ ＳＷＥＥＰ測定 ［ＧＡＴＥ ＳＴＥＰ］
Ｉｄｖｇ＿ｓｇｌ ＩＤ－ＶＧ ＳＷＥＥＰ測定
Ｇｍ ＩＤ－ＶＧ ＳＷＥＥＰ測定しＧｍ ｍａｘを算出
Ｉｄｖｇ＿ｍｌｔｖｄ ＩＤ－ＶＧ ＳＷＥＥＰ測定 ［ＤＲＡＩＮ ＳＴＥＰ］
Ｉｄｖｇ＿ｓｇｌｖｂ ＩＤ－ＶＧ ＳＷＥＥＰ測定 ［ＳＵＢＳＴＲＡＴＥ ＳＴＥＰ］

PpackagePpackage
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バイポーラ

ＢＶＣＢＯ コレクタ・ベース間降伏電圧 ［エミッタ・オープン］
ＢＶＥＢＯ エミッタ・ベース間降伏電圧 ［コレクタ・オープン］
ＢＶＣＥＯ コレクタ・エミッタ間降伏電圧 ［ベース・オープン］
ＢＶＣＥＳ ベース・エミッタ間降伏電圧 ［ベース・エミッタ短絡］
ＢＶＣＥＶ コレクタ・エミッタ間降伏電圧 ［ベース電圧印加］
ＢＶＣＥＩ コレクタ・エミッタ間降伏電圧 ［ベース電流印加］
ＢＶＥＣＯ エミッタ・コレクタ間降伏電圧 ［ベース開放］
ＩＣＥＯ コレクタ・エミッタ間遮断電流 ［ベース開放］
ＩＣＢＯ コレクタ・ベース間遮断電流 ［エミッタ開放］
ＩＥＢＯ エミッタ・ベース間遮断電流 ［コレクタ開放］
ＩＣＥＳ コレクタ・エミッタ間遮断電流 ［ベース・エミッタ短絡］
ＩＣＥＶ コレクタ・エミッタ間遮断電流 ［ベース電圧印加］
ＩＢＣＯ ベース・コレクタ間電流 ［エミッタ開放］
ＩＢＥＯ ベース・エミッタ間電流 ［コレクタ開放］
ＩＥＣＯ ベース・エミッタ間電圧 ［コレクタ開放］
ＶＢＣＯ ベース・コレクタ間電圧 ［エミッタ開放］
ＶＣＥｓａｔ コレクタ・エミッタ飽和電圧
ＶＢＥｓａｔ ベース・エミッタ飽和電圧
ＶＥＣｓａｔ エミッタ・コレクタ飽和電圧
ＨＦＥ 直流電流増幅率

PpackagePpackage

その他

Ｒ２ｔ＿Ｉｆ ２端子抵抗測定 ［Ｈｉｇｈ側電流印加］
Ｒ２ｔ＿Ｖｆ ２端子抵抗測定 ［Ｈｉｇｈ側電圧印加］
Ｒ４ｄ ４端子抵抗測定 ［差動電圧測定、Ｖｍ使用］
Ｒ４ｔ＿Ｉｆ ４端子抵抗測定 ［Ｈｉｇｈ側電流印加、差動電圧測定］
Ｒ４ｔ＿Ｖｆ ４端子抵抗測定 ［Ｈｉｇｈ側電圧印加、差動電圧測定］
Ｒ４ｆ ファン・デア・ポウ４端子抵抗測定
Ｃａｐ 容量測定 ［４２８４Ａまたは４２９４Ａ使用］
Ｃｖ＿ｓｗｅｅｐ Ｃ－Ｖ ＳＷＥＥＰ測定［４２８４Ａまたは４２９４Ａ使用］
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プロービングパターン

ウェハサイズ、チップサイズを指定することで、計算上ウェハ面内に
存在するチップを求め、マップグラフを表示します。

マウスで対象チップをクリックすることで、測定チップを指定すること
ができます。また、測定チップ座標を直接入力することにより測定チッ
プを指定することもできます。

１０００Ｘ１０００チップのウエハマップを作成することができ、最大６５５
３６チップの測定チップを指定することができます。

[ ウェハ設定画面 ]

[ チップ設定画面 ]

PpackagePpackage

[ チップ設定座標入力画面 ]

丸ウェハ用
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プロービングパターン

基板サイズ・チップサイズ(パネルサイズ)を指定することで、チップを
等間隔で配置した基板マップを自動作成します。

チップサイズは等間隔の他にも、任意のサイズで指定することができ

ます。これにより、同一基板内に異なったチップサイズを持つ基板マ

ップも作成することができます。

基板サイズ・チップサイズの他にチップ配置・オリフラ方向等の設定で

、より実基板に近いイメージで基板マップを描画することができます。

マウスで対象チップをクリックすることで、測定チップを指定すること

ができます。

[ シート設定画面 ]

[ チップ設定画面 ]

PpackagePpackage

角基板用
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テストプラン

テストプランファイルに測定項目をモジュールごとに記述します。

テストプランファイルには最大２０００種の測定項目を保存できます。

各測定項目の測定条件にＳＷＥＥＰ範囲やグラフスケール、判定値等
も記述します。

条件設定確認のための測定を行うこともできます。

[ テストプラン編集画面 ]

[ 測定条件設定画面 ]

[ ピン設定画面 ]
[ 判定値設定画面 ]

［ＳＷＥＥＰ条件設定画面 ]

PpackagePpackage
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測 定

データファイル、テストプランファイル、プロービングファイル等を指定
することで、自動測定を行います。

全自動プローバを組み込んでいる場合、測定ウェハも指定できます。

測定時は測定データ、Ｉ－Ｖグラフ、ウェハマップ等を表示します

測定と同時にＰＡＳＳ／ＦＡＩＬの判定も行うことができます。

[ 測定条件設定画面 ]

[ 測定ウェハ選択画面 ]

[ 測定時画面 ]

[ 測定チップ表示 ]

[ ＳＷＥＥＰデータモニタ ]

PpackagePpackage
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データ解析

測定データファイルをもとに、サマリ、ウェハマップ、特性グラフを表示
します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データサマリ ]

[ データ解析メイン画面 ]

PpackagePpackage
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[ ウェハマップ ]
[ グラフィックウェハマップ ]

[ 特性グラフ ] [ 特性グラフ拡大表示 ]

PpackagePpackage

TOA TECHNO



アルゴリズム
組み込みアルゴリズム数 ： １０００
ノード数 ： ８
測定条件値数 ： ２０
戻り値 ： 標準データ＋５

テストプラン
モジュール数 ： １０００
組み込みＩｔｅｍ数 ： ２０００

プロービングパターン
最大チップ数 ： １０００Ｘ１０００ １，０００，０００
測定チップ ： ６５５３６
プローブシーケンス ： １６＋ＲＡＭＤＯＭ

プログラム仕様
PpackagePpackage
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Ｉ－Ｖ測定、Ｃ－Ｖ測定等ＳＷＥＥＰ測定を、連続して自動的に行うことができま
す。

Ｉｄ－Ｖｄ，Ｉｄ－Ｖｇ，Ｃ－Ｖ等標準的なＳＷＥＥＰ測定を組み込んでおり、プログラ
ムソースも公開しておりますので、お客様での改造、追加が容易に行えます。

各ＳＷＥＥＰ測定内では測定データをもとに、各種のパラメータを算出しており、
ＳＷＥＥＰデータとともにこれらのパラメータ値もデータファイルに格納します。パ
ラメータに関してはサマリ表示、マップ表示、ＳＷＥＥＰデータに関してはＩ－Ｖグ
ラフ、Ｉ－Ｖマップグラフ表示を行います。

データファイルはＣＳＶ形式で出力しますのでＥＸＣＥＬ等のＷｉｎｄｏｗｓアプリ
ケーションでの解析も可能です。

また、オフラインオプションを追加していただくことで、測定コントローラとは別の
ＰＣで、測定中でもストレスなくテストプラン、プロービングパターンの作成や、
データ解析を行うことができます。オフラインオプションでは、ＳＰＡＲＫの測定器
に関わる機能以外の機能はすべて使用できます。

CpackageCpackage
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特性測定プログラム

システム内には特性測定プログラムを１００種まで組み込むことがで
きます。

特性測定プログラムのプログラムソースは公開しており、お客様での
追加、改造が可能です。

プログラム内でＳＷＥＥＰしたデータをもとに、最大３０種までのパラ
メータを算出できます。

[ Ｃアルゴリズムテーブル編集画面 ]

[ ピン設定画面 ]

[ グラフスケール編集画面 ]

CpackageCpackage
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標準組み込みアルゴリズム

ＦＥＴ
ＩｄＶｇ＿Ｖｄ ＩｄＶｇ ＳＷＥＥＰ測定（Ｄｒａｉｎ電圧ＳＴＥＰ）
ＩｄＶｇ＿Ｖｓｕｂ ＩｄＶｇ ＳＷＥＥＰ測定（Ｓｕｂ電圧ＳＴＥＰ）
ｍＩｄｖｇ＿Ｖｓｕｂ ＩｄＶｇ ＳＷＥＥＰ４端子測定（Ｓｕｂ電圧ＳＴＥＰ）
ＩｄＶｄ ＩｄＶｄ ＳＷＥＥＰ測定
ＩｇＶｇ ＩｄＶｇ ＳＷＥＥＰ測定
ＩｓｕｂＶｇ ＩｓｕｂＶｇ ＳＷＥＥＰ測定

バイポーラ用
ＩｃＶｃｅ＿Ｉｂ ＩｃＶｃｅ ＳＷＥＥＰ測定（Ｂａｓｅ電流ＳＴＥＰ）

容量測定
ＨｆＣｖ ＣＶ ＳＷＥＥＰ測定
Ｈｆｃｖ＿ｍｕｌｔｉ Ｃメータを使用したＳＷＥＥＰ測定。ＣＰＤ，ＣＰＱ，ＣＰＧ等を指定できます。

その他
Ｐパッケージと同様のＳＰＯＴ測定（Ｐパッケージ標準組込みアルゴリズム参照）

CpackageCpackage
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CpackageCpackage
プロービングパターン

ウェハサイズ、チップサイズを指定することで、計算上ウェハ面内に
存在するチップを求め、マップグラフを表示します。

マウスで対象チップをクリックすることで、測定チップを指定すること
ができます。また、測定チップ座標を直接入力することにより測定チッ
プを指定することもできます。

１０００Ｘ１０００チップのウエハマップを作成することができ、最大６５５
３６チップの測定チップを指定することができます。

[ ウェハ設定画面 ]

[ チップ設定画面 ]

[ チップ設定座標入力画面 ]

丸ウェハ用
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プロービングパターン

基板サイズ・チップサイズ(パネルサイズ)を指定することで、チップを
等間隔で配置した基板マップを自動作成します。

チップサイズは等間隔の他にも、任意のサイズで指定することができ

ます。これにより、同一基板内に異なったチップサイズを持つ基板マ

ップも作成することができます。

基板サイズ・チップサイズの他にチップ配置・オリフラ方向等の設定で

、より実基板に近いイメージで基板マップを描画することができます。

マウスで対象チップをクリックすることで、測定チップを指定すること

ができます。

[ シート設定画面 ]

[ チップ設定画面 ]

角基板用
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自動測定 測定条件設定

データファイル、テストテーブルファイル、プロービングファイル等
を指定することで、自動測定を行います。

特性測定をテストテーブル上に記述します。１度の測定で最大１０
００種までの特性測定を行うことができます。

各測定項目の測定条件にＳＷＥＥＰ範囲やグラフスケール等も記
述します。

条件設定確認のための測定を行うこともできます。

[ テストテーブル編集画面 ]

[ 測定条件設定画面 ]

[ 判定値設定画面 ]

CpackageCpackage

[ グラフスケール編集画面 ]
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自動測定 測定

全自動プローバを組み込んでいる場合、測定ウェハを指定できます。

測定時は測定データ、Ｉ－Ｖグラフ、ウェハマップ等を表示します

[ 測定ウェハ選択画面 ]

[ 測定中画面 ]

[ ウェハマップ画面 ]

CpackageCpackage

[ 測定中グラフ画面 ]
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解析測定

測定結果をグラフ表示、リスト表示します。グラフはＹ２軸まで表
示できます。

過去の５つの測定結果ＳＷＥＥＰデータをメモリ中に記録し、表示
データの切り替えをし、過去のデータとの比較ができます。

測定アルゴリズムは、自動測定と共有できます。

グラフ上のマウスカーソルの座標を数値表示し、測定データ以
外の任意の値を読み取ることができます。

ラインカーソルを表示すると、測定データをリスト上で読み取れ
ます。

任意の2点を通る直線をグラフ上に描画します。

測定結果データをＣＳＶファイルに、表示グラフをビットマップファ
イルに保存できます。

[ 測定ウェハ選択画面 ]

[ 測定結果パラメータ表示画面 ]

CpackageCpackage

[ 測定条件設定画面 ]
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データ解析

自動測定データファイルをもとに、サマリ、ウェハマップ、特性グラフを
表示します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のアプリ
ケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データ解析メイン画面 ]

[ データサマリ ]

CpackageCpackage
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[ ウェハマップ ]

[ グラフィックウェハマップ ]

[ 特性グラフ ]
[ 特性グラフ拡大表示 ]

CpackageCpackage
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プログラム仕様

特性プログラム
組み込みアルゴリズム数 ： １００
ノード数 ： ６
パラメータ ： ３０
測定条件値数 ： ２０
１次スイープステップ数 ： １００１
２次スイープステップ数 ： １００

テストテーブル
組み込みＩｔｅｍ数 ： １０００

プロービングパターン
最大チップ数 ： １０００Ｘ１０００ １，０００，０００
最大測定チップ数 ： ６５，５３６

プローブシーケンス ： １６＋ＲＡＭＤＯＭ
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FpackageFpackage
４２９４Aの使用を前提にした容量測定ツールです。

C－V測定、Z－F測定等のSWEEP測定を連続して自動的に行うことができま
す。

C－V､Z－Fなどの代表的なSWEEP測定を組み込んでおり、プログラムソース
も公開しておりますので、お客様での改造、追加が容易に行えます。

各ＳWEEP測定内では測定データをもとに、各種のパラメータを算出しており、
SWEEPデータとともにこれらのパラメータ値もデータファイルに格納します。パ
ラメータに関してはサマリ表示、マップ表示、SWEEPデータに関してはＣ－Ｖグ
ラフ、Ｚ－Ｆマップグラフ表示を行います。

データファイルはＣＳＶ形式で出力しますのでＥＸＣＥＬ等のＷｉｎｄｏｗｓアプリ
ケーションでの解析も可能です。

また、オフラインオプションを追加していただくことで、測定コントローラとは別の
ＰＣで、測定中でもストレスなくテストプラン、プロービングパターンの作成や、
データ解析を行うことができます。オフラインオプションでは、ＳＰＡＲＫの測定器
に関わる機能以外の機能はすべて使用できます。
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測定プログラム

システム内には特性測定プログラムを１００種まで組み込むこと
ができます。

測定プログラムのプログラムソースは公開しており、お客様で
の追加、改造が可能です。

プログラム内でＳＷＥＥＰしたデータをもとに、最大３０種までの
パラメータを算出できます。

[ Ｆアルゴリズムテーブル編集画面 ]

[ ピン設定画面 ]

[ グラフスケール編集画面 ]
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標準組み込みアルゴリズム

C-V測定
CV_CpD Cp-Dモードによる電圧ＳＷＥＥＰ測定
CV_CpD_Hys Cp-Dモードによる電圧ＳＷＥＥＰ測定(ヒステリシス測定)
CV_CsRs Cs-Rsモードによる電圧ＳＷＥＥＰ測定
CV_CsRs_Hys Cs-Rsモードによる電圧ＳＷＥＥＰ測定(ヒステリシス測定)
CV_ZTh Z-θモードによる電圧ＳＷＥＥＰ測定
CV_RX R-Xモードによる電圧ＳＷＥＥＰ測定
CV_2FREQ 2周波法によるCp、Rp、Rsを電圧ＳＷＥＥＰ測定
CV_MIN_PHASE 最小位相法を用いたCp、Rp、Rsを電圧ＳＷＥＥＰ（ステップ）測定

Z-F測定
ZF_CpD Cp-Dモードによる周波数ＳＷＥＥＰ測定
ZF_CsRs Cs-Rsモードによる周波数ＳＷＥＥＰ測定
ZF_ZTh Z-θモードによる周波数ＳＷＥＥＰ測定
ZF_RX R-Xモードによる周波数ＳＷＥＥＰ測定

スポット測定
CSPOT_CpD Cp-Dモードによるスポット容量測定
CSPOT_CsRs Cs-Rsモードによるスポット容量測定
CSPOT_ZTh Z-θモードによるスポットZ-θ測定
CSPOT_RX R-XモードによるスポットR-X測定
CSPOT_2FREQ 2周波法によるCp、Rp、Rsをスポット算出
CSPOT_MIN_PHASE 最小位相法を用いたCp、Rp、Rsスポット算出
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FpackageFpackage
プロービングパターン

ウェハサイズ、チップサイズを指定することで、計算上ウェハ面内に
存在するチップを求め、マップグラフを表示します。

マウスで対象チップをクリックすることで、測定チップを指定すること
ができます。また、測定チップ座標を直接入力することにより測定チッ
プを指定することもできます。

１０００Ｘ１０００チップのウエハマップを作成することができ、最大６５５
３６チップの測定チップを指定することができます。

[ ウェハ設定画面 ]

[ チップ設定画面 ]

[ チップ設定座標入力画面 ]

TOA TECHNO



自動測定 測定条件設定

測定に際して、特性測定をテストテーブル上に記述します。

１度の測定で最大１０００種までの測定を行うことができます。

[ テストテーブル編集画面 ]

[ 測定条件設定画面 ]

[ グラフスケール編集画面 ]
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自動測定 測定

全自動プローバを組み込んでいる場合、測定ウェハを指定できます。

測定時は測定データ、C－Ｖグラフ、ウェハマップ等を表示します

[ 測定ウェハ選択画面 ]

[ 測定中画面 ]

[ ウェハマップ画面 ]

[ 測定中グラフ画面 ]
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解析測定

測定結果をグラフ表示、リスト表示します。グラフはＹ２軸まで表
示できます。

過去の５つの測定結果ＳＷＥＥＰデータをメモリ中に記録し、表示
データの切り替えをし、過去のデータとの比較ができます。

測定アルゴリズムは、自動測定と共有できます。

グラフ上のマウスカーソルの座標を数値表示し、測定データ以
外の任意の値を読み取ることができます。

ラインカーソルを表示すると、測定データをリスト上で読み取れ
ます。

任意の2点を通る直線をグラフ上に描画します。

測定結果データをＣＳＶファイルに、表示グラフをビットマップファ
イルに保存できます。

[ 測定ウェハ選択画面 ]

[ 測定結果パラメータ表示画面 ]

[ 測定条件設定画面 ]
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データ解析

自動測定データファイルをもとに、サマリ、ウェハマップ、特性グラフを
表示します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データ解析メイン画面 ]

[ データサマリ ]
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[ ウェハマップ ]
[ グラフィックウェハマップ ]

[ 特性グラフ ]

[ 特性グラフ拡大表示 ]
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プログラム仕様

特性プログラム
組み込み可能アルゴリズム数 ： １００
ノード数 ： ６
パラメータ ： ３０
測定条件値数 ： ２０
１次スイープステップ数 ： １００１
２次スイープステップ数 ： １００

テストテーブル
組み込みＩｔｅｍ数 ： １０００

プロービングパターン
最大チップ数 ： １０００Ｘ１０００ １，０００，０００
最大測定チップ数 ： ６５，５３６

プローブシーケンス ： １６＋ＲＡＮＤＯＭ
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RpackageRpackage
ＴＤＤＢ、ＴＺＤＢ、ホットキャリア、チャージポンプ、エレクトロマイグレーション
の信頼性評価測定を自動的に行うことができます。

各評価プログラムの、プログラムソースも公開しておりますので、お客様での
改造、追加が容易に行えます。

各評価プログラムのご導入は、必要に応じて組み合わせが可能です。

データファイルはＣＳＶ形式で出力しますのでＥＸＣＥＬ等のＷｉｎｄｏｗｓアプリ
ケーションでの解析も可能です。

また、オフラインオプションを追加していただくことで、測定コントローラとは別
のＰＣで、測定中でもストレスなくテストプラン、プロービングパターンの作成や、
データ解析を行うことができます。オフラインオプションでは、ＳＰＡＲＫの測定
器に関わる機能以外の機能はすべて使用できます。
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評価方法

ＴＤＤＢ

定電圧ストレス

ストレス電圧測定

設定電圧測定

定電流ストレス

ストレス電流測定

設定電流測定

ステップ電圧ストレス

ストレス電圧測定

設定電圧測定

ステップ電流ストレス（Ｌｉｎｅａｒ／Ｌｏｇ）

ストレス電流測定

設定電流測定

パルスストレス

設定電圧測定

ＴＺＤＢ
電圧ＳＷＥＥＰ
電流ＳＷＥＥＰ

ホットキャリア
定電圧ストレス
パルスストレス

チャージポンプ
矩形波法

エレクトロマイグレーション
定電圧ストレス

ストレス電圧測定
設定電圧測定

定電流ストレス
ストレス電流測定
設定電流測定

パルスストレス
ストレス電圧測定
設定電圧測定
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ＴＤＤＢ測定

７種のストレス／測定パターンのＴＤＤＢ測定を行います。

ブレークダウン値とＩ－Ｔ／Ｖ－Ｔデータをファイルへ保存します。

[ 測定条件設定画面 ]

[ テーブル編集画面 ]

[ 測定時画面 ]

[ データモニタ画面 ]

[ 測定チップ表示 ]

[ データモニタ画面 ]
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ＴＤＤＢストレス／測定パターン

定電圧ストレス／ストレス電圧測定 定電圧ストレス／設定電圧測定

定電流ストレス／ストレス電流測定 定電流ストレス／設定電流測定

ステップ電圧ストレス／ストレス電圧測定 ステップ電圧ストレス／設定電圧測定

パルスストレス／設定電圧測定

RpackageRpackage

ステップ電流ストレス／ストレス電流測定 ステップ電流ストレス／設定電流測定
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ＴＤＤＢデータ解析

データファイルをもとに、ブレークダウン時間のデータサマリ、ウェハ
マップ、グラフィックウェハマップ、特性グラフ、ワイブルプロット、ＱＢＤ
ヒストグラム、累積度数分布で表示します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データ解析メイン画面 ]

[ ウェハマップ ]

[ グラフィックウェハマップ ]

[ データサマリ ]
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[ 特性グラフ ]
[ ワイブルプロット ]

[ 累積度数分布 ][ ＱＢＤヒストグラム ]

[ 特性グラフ拡大表示 ]
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ＴＺＤＢ測定

設定条件に従いＩ－Ｖ測定を行い、ＳＷＥＥＰ測定値をデータファイ
ルに保存します。

[ 測定条件設定画面 ]

[ テーブル編集画面 ]

[ 測定時画面 ]

[ 測定チップ表示 ]

[ データモニタ画面 ]

RpackageRpackage
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ＴＺＤＢデータ解析

データファイルをもとに、ブレークダウン電圧のデータサマリ、ウェハ
マップ、グラフィックウェハマップ、特性グラフで表示します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データ解析メイン画面 ]

[ データサマリ ] [ ウェハマップ ]
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[ 特性グラフ ]

[ グラフィックウェハマップ ]

[ 特性グラフ拡大表示 ]
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ホットキャリア測定

設定条件に従いストレス印加／特性測定を行いデバイスの評価を行
います。測定はＣパッケージの特性測定と同じものを使用します。

[ 測定条件設定画面 ]

[ テーブル編集画面 ]

[ モニタグラフ設定画面 ]

[ 測定時画面 ]

[ 測定モニタ画面 ]
[ 特性グラフ ]

[ 測定チップ表示 ]
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ホットキャリアデータ解析

データファイルをもとに、各パラメータのデータサマリ、ウェハマップ、
グラフィックウェハマップ、特性グラフ、経時変化グラフで表示します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データ解析メイン画面 ]

[ データサマリ ] [ ウェハマップ ]

RpackageRpackage

TOA TECHNO



[ グラフィックウェハマップ ]

[ 特性グラフ ]

[ 経時変化グラフ ]

[ 特性グラフ拡大表示 ]
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チャージポンプ測定

矩形波法でチャージポンプ測定を行います。

[ 測定条件設定画面 ]

[ テーブル編集画面 ]

[ 測定時画面 ]

[ データモニタ画面 ]

[ データモニタ画面 ]

[ 測定チップ表示 ]
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チャージポンプ測定方法

矩形波法によりチャージポンプ測定を行います。

設定パルスをステップホールド時間出力し、その間サブストレート電
流を測定、その最大値をＩｃｐとします。

Ｉｃｐの最大値をもとにＮｓｓを求めます。

RpackageRpackage
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チャージポンプデータ解析

データファイルをもとに、各パラメータのデータサマリ、ウェハマップ、
グラフィックウェハマップ、特性グラフ表示を行います。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ データ解析メイン画面 ]

[ データサマリ ]

RpackageRpackage
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[ グラフィックウェハマップ ] [ 特性グラフ ]
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エレクトロマイグレーション測定

５種のストレス／測定パターンの測定を行います。

ブレークダウン値とともにＲ－Ｔデータもファイルとして保存します。

[ 測定条件設定画面 ]

[ テーブル編集画面 ]

[ 測定時画面 ]

[ データモニタ画面 ]

[ データモニタ画面 ]

[ 測定チップ表示 ]

RpackageRpackage
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エレクトロマイグレーションストレス／測定パターン

定電圧ストレス／ストレス電圧測定 定電圧ストレス／設定電圧測定

定電流ストレス／ストレス電流測定 定電流ストレス／設定電流測定

パルスストレス／設定電圧測定
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エレクトロマイグレーションデータ解析

データファイルをもとに、データサマリ、ウェハマップ、グラフィックウェ
ハマップ、特性グラフ、累積度数分布、ワイブルプロットで表示します。

データファイルはＣＳＶ形式のＡＳＣＩＩファイルですので、他のＷｉｎｄｏｗ
ｓアプリケーションでも容易にデータ解析を行うことができます。

[ ウェハマップ ]

[ データサマリ ]

[ データ解析メイン画面 ]
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[ グラフィックウェハマップ ] [ 特性グラフ ]

[ ワイブルプロット ][ 累積度数分布 ]
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ＴＤＤＢ測定
ストレスタイプ

定電圧ストレス ： ストレス電圧測定、設定電圧測定
定電流ストレス ： ストレス電流測定、設定電流測定
ステップ電圧ストレス ： ストレス電圧測定、設定電流測定
ステップ電流ストレス ： ストレス電流測定、設定電流測定
パルスストレス ： 設定電圧測定

ストレス時間設定
ＬＩＮ ： １～５，０００，０００ｓｅｃ
ＬＯＧ ： ３，４，５分割／桁
最大ステップ数 ： １００１

ブレークダウン判定方法
Ｕｐｐｅｒ／Ｌｏｗｅｒ
Ｄｅｌｔａ
Ｄｅｌｔａ％
ユーザー定義

プログラム仕様

ＴＺＤＢ測定
電圧スイープ測定、電流スイープ測定

スイープステップ数 ： １００１
ブレークダウン判定方法

Ｕｐｐｅｒ／Ｌｏｗｅｒ

ホットキャリア測定
ストレスタイプ

定電圧ストレス
定電流ストレス

ストレス時間設定
ＬＩＮ ： １～５，０００，０００ｓｅｃ
ＬＯＧ ： ３，４，５分割／桁
最大ステップ数 ： １０００

特性プログラム （Ｃｐａｃｋａｇｅの特性プログラムと同等）
組み込みプログラム数 ： １００
ノード数 ： ６
パラメータ ： ３０
測定条件値数 ： ２０

テストテーブル （Ｃｐａｃｋａｇｅのテストテーブルと同等）
組み込みＩｔｅｍ数 ： １０００

チャージポンプ測定
矩形波法

エレクトロマイグレーション測定
ストレスタイプ

定電圧ストレス ： ストレス電圧測定、設定電圧測定
定電流ストレス ： ストレス電流測定、設定電流測定
パルスストレス ： 設定電圧測定

ストレス時間設定
ＬＩＮ ： １～５，０００，０００ｓｅｃ
ＬＯＧ ： ３，４，５分割／桁
最大ステップ数 ： １００１

ブレークダウン判定方法
Ｕｐｐｅｒ／Ｌｏｗｅｒ
Ｄｅｌｔａ
Ｄｅｌｔａ％
ユーザー定義
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コンピュータ
ＯＳ ： Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００ ＳＰ３以上，ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ SP2
ＣＰＵ ： ＰｅｎｔｉｕｍⅢ ５００ＭＨｚ以上
メモリ ： ２５６Ｍ以上
ハードディスク空き容量 ： １００Ｍ以上
ディスプレイ ： ＳＸＧＡ（１２４０Ｘ１０２４）以上

対応測定器
Ａｇｉｌｅｎｔ ４１５５／５６ Ｂ／Ｃ
Ａｇｉｌｅｎｔ ４１４２Ｂ
Ａｇｉｌｅｎｔ Ｅ５２７０Ａ
Ａｇｉｌｅｎｔ Ｅ５２７０Ｂ

Ａｇｉｌｅｎｔ Ｂ１５００Ａ
Ａｇｉｌｅｎｔ Ｅ５２５０Ａ マトリクスカード（Ｅ５２５２Ａ＊１～４）
Ａｇｉｌｅｎｔ Ｂ２２００Ａ
Ａｇｉｌｅｎｔ ４２８４Ａ
Ａｇｉｌｅｎｔ ４２９４Ａ

Ａｇｉｌｅｎｔ ４９８０Ａ
Ａｇｉｌｅｎｔ ８１１１０Ａ

対応プローバ
東京エレクトロン ： Ｐ－８，Ｐ－１２，１９Ｓ，２０Ｓ，７８Ｓ
東京精密 ： ＵＦ２００，ＵＦ３０００，Ａ－ＰＭ－９０Ａ，Ａ－ＰＭ－６０Ａ
カスケード・マイクロテック ： Ｎｕｃｌｅｕｓ
ズース・マイクロテック ： Ｐｒｏｂｅｒ Ｂｅｎｃｈ
ベクターセミコン ： ＡＸ－２０００

その他

動作環境

TOA TECHNO


